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(T)he(y) did it again! (and again!)’ Aldus
de woorden van de voorzitter van de jury.
Op de Electron, lon, and Photon Beam and
Nanotechnology conference, die dit jaar
eind mei gehouden werd in Palm Springs,
California, is Philips Research wederom in
de prijzen gevallen bij de
Micrograph Contest.

jaarlijkse

Frans Holthuysen, specialist op het gebied
van ‘scanning electron microscopy’ (SEM) in
de dienst DTS (cleanroom WA) heeft dit keer
maar liefst twee prijzen in de wacht gesleepr,
een unicke prestatie! Op 3 november heefr
Gerrit Koel, hoofd van de sector Operations
& Engineering, tijdens een feestelijke
bijeenkomst hem de corkondes overhandigd
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Two certificates for

Frans Holthuysen

On the Electron, Ion, and Photon Beam and
Nanotechnology conference in Palm Springs,
California, SEM specialist Frans Holthuysen
was again successful at the yearly Micrograph
Contest. This time, he won even two prizes:
in the categorics ‘Best Elecrron Micrograph®
and ‘Most Bizarre Micrography’,
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voor de categoricén ‘Best Electron  worden van voldoende (soms mislukee) sam-

Micrograph’ en "Most Bizarre Micrograph’.  ples’, waarop hij zijn technische en artistieke
Frans, van harte gelukgewenst met dit mooie vaardigheden kan botvieren.
resultaat. Hopelijk zal Frans ook voar de vol-

gende Micrograph Contest weer voarzien
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